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【はじめに】Bi2Sr2CaCu2Ox(Bi-2212)固有ジョセフソン接合は固体テラヘルツ発振素子としての応

用が期待されており精力的に研究が進められている．今回，我々は報告例の少ない Double Side 

Patterning (DSP) 法によって作製された Bi-2212固有ジョセフソン接合素子を作製し電磁波放射の

温度依存性を測定すると供に，素子温度の分布について調べたので報告する．  

【実験および結果】固有接合素子は

pH1.65 の極低濃度塩酸溶液を用いた両面

加工法により作製した．図 1 に作製した

両面加工素子の光学顕微鏡写真及び断面

SEM 像を示す．本素子は，図 1(a)より

W=38 μm，L=183 μm，スタック高さは図

1(b)に示す断面 SEM 観察より h=1.15 

μm(接合数に換算すると 747 接合)と評価

された．図 2 にヘリウムフロークライオ

スタットによって冷却した素子からの電

磁波放射を Siボロメータによって調べた

結果を示す．30 Kでは素子に 513 mV の

電圧が印加された時に Siボロメータは強

く応答し，この電圧値から見積もられる

発振周波数はジョセフソン方程式

fJ=V/Φ0N (Ф0: 磁束量子 2.07×10
-15

 Wb，N:

接合数 747)から 330 GHzであった．他の

温度においても，Siボロメータは特定の 

電圧バイアスによって応答を示し，その電圧は温度と供に減少した．この結果は，他グループが

作製する表面メサ構造素子の発振特性と定性的に一致している[1]． 

現在，発振特性の温度依存性についての定量的な議論を行うために Eu錯体を用いた素子温度分

布の直接評価[2]について研究を進めている．発表の際に，発振特性の温度依存性と併せて両面加

工法で作製した素子の素子温度分布の直接評価の結果について述べる． 

[1] T. Kashiwagi et. al. , JJAP, 51, pp.010113-010126, (2012) 

[2] P. Kolodner et. al. , Appl. Phys. Lett. 40, 782 (1982). 

図 1. (a)作製した固有接合素子の光学顕微鏡写真および 

(b)SEMによる断面観察像 

 (a)  (b) 

 W 

 L 

 

図 2. (a)発振素子の電流-電圧特性およびSiボロメータによ

る電磁波放射の検出結果．(b)発振周波数の温度依存性 
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